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Opticky konektor

Pokud jsou splnény podminky totalniho odrazu na rozhrani jadra a plasté
optického vlakna, Sifi se optické zareni jadrem takového viakna

Struktura jednovidového viakna

ZONAC
FERULE — 1.25mm

Pro ur€eni znecisténi Ci
poskozeni konektoru se
definuji 3 zakladni ZONY

(viz obrazek). ZONA B

Nedistoty (poruchy) blize PLAST - 1251
Z0oné A .(Jadru) ovlivni >
wcg optické zarerp nez ZONA A

necistoty dale od jadra JADRO - 91
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Opticky konektor

Pokud jsou spinény podminky totalniho odrazu na rozhrani jadra a plasté
optického vlakna, Sifi se optické zarfeni jadrem takového viakna

Struktura jednovidového viakna

Celo optického konektoru

ZONA C
FERULE — 1.25mm

Pro ur€eni znecisténi Ci
poskozeni konektoru se
definuji 3 zakladni ZONY

(viz obrazek). ZONA B
Nedistoty (poruchy) blize PLAST - 1251
Zoné A (Jadru) ovlivni

V|c§ optické zarerp nez ZONA A
necistoty dale od jadra JADRO - 91
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Jak dosahnout dobreho spojeni vlaken?

Zakladni principy, které jsou d ulezité pro kvalitni
spojeni optickych vilaken

Light Transmitted

 _.Nastaveni* jader

I
2N

* Fyzicky kontakt
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Co naopak déla ,Spatné”“ spojeni viaken?
ZNECISTENI je velice vyznamny zdroj poruch v optickych sitich

 Nedistota na jadre
vlakna je pfi¢inou

velkého zpétného Light Back Reflection Insertion Loss

odrazu ORL,

zvyseneho utlumu a VQ%V

muze vést az k \m A v
* Vizualni kontrola NECISTOTA

optickych konektoru je
jediny zpusob, jak
urcit, zda jsou
konektory opravdu
Cisté
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Migrace necistot
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Initial Contamination After 1st Mate After 2nd Mate After 3rd Mate After 4th Mate
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* Pfi kazdém spojeni konektor nedistoty v okoli jadra migruji a rozprostfou se po
celém povrchu Cela konektoru

» Necdistoty vétSi nez 5u se pfi spojeni obvykle rozpadnou na vice mensich necistot

» Velké necistoty mohou vytvorit bariéry (vzduchové mezery), které zabranuji
fyzickému kontaktu vliaken

* Necistoty mensi nez 5u maji tendenci se usadit na povrchu a vytvorit jamky a
stfepiny




Vliv Migrace necistot na opticky signal
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Celo konektoru a Pogateéni Spojeni Spojent Spojenti
migrace ne cistot . o ol

znegist éni é. 1 é.2 ¢.3
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Baseline BR = -67.5 *Mﬂ@ﬁ =396

» Kazde nasledné spojeni konektor vede ke zhorSeni pfenosovych
parametrud

* Nejvice se na tom podili necistoty v blizkosti jadra nebo pfimo na ném  AiF=ELEne



Necistoty
Jsou vsSude

Vzduch, ruce, oble¢eni, konektorové spojky,
dokonce ochranné ¢epi¢ky nebo samotné
méfici pristroje, atd.

Prameérna velikost prachové ¢astice je
2-51, pouhym okem neviditelna.

Jedin& nedistota muze znamenat vazny
problém, pokud je v blizkosti jadra nebo
pfimo na ném.

Dokonce i zcela novy konektor m  0ze byt
Spinavy. Samotné ochranné ¢epicky
konektord mohou byt zdrojem nedistot.

Veskeré tyto necistoty je mozné odhalit
pomoci optickeho inspekcniho mikroskopu
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Typy znecisteni

Celo optického konektoru by mélo byt bez jakychkoliv ne éistot a defekt (:

Simplex : Ribbon

Jamky a st fepiny Poskrabani
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MIKROKONY

Vzdy je t reba kontrolovat ob é strany — jak patchcord, tak | konektor
ve spojce

Patch Cord (“Male”) Inspection Bulkhead (“Female”) Inspection

Konektory v konektorovych spojkach (napf. v rozvadécich, méficich
pristrojich, atd.) byvaji pro svou obtiznou dostupnost ¢asto zanedbavany.



Kontrola pred spojenim

Abychom meéli jistotu, ze jsou konektory skute¢né v poradku, méli
bychom je pfed kazdym zapojenim kontrolovat

KONTROLA
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b4

Pokud je NECISTOTA mezi HUBem a ucéastnickym zafizenim, je

tento jeden ucastnik.

Zen pouze

posti

Sak NECISTOTA mezi Central Office a HUBem, budou
hni U

4
4

Pokud je v

k tomuto uzlu

tnici pfipojeni

cas

Sic

izeni v

posti
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Mikroskopy - prehled

DIRECT-VIEW SCOPE

r

PROBE SCOPE & DISPLAYS

~N

BENCH SCOPE




Mikroskopy - prehled

« Digital Probe

— Westover P5000
 Analog Probes

— Westover FBP
— Westover FBE
— Westover FBP3

MIKROKONY



